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Die Erfindung l>etrifft ein^ VorricK»:.Tng zur zeitraffenden 
Bewitterung von Werkstof fproben, insbeaondere von Lacken 
Oder Kunststof f en , mit einer Pruikanimer , in der sich min- 
destens sin Strahler zunt Bestrahlen der Proben und ein die 
Proben tragender ProbentrSger befinden, welcher in etwa 
horizontaler Lac^ dem Strahler gegenUber angeordnet ist. 

Vorrichtungen zur KurzprOfung der Licht- und WetterbestSndig- 
keit von Werkstoffen sollen vornehmlich die Beanspruchung 
durch die natUrlichen Witterungsbedingungen simulieren. Hier- 
bei ist es bekannt , in erster Linie den EinfluB der Sonnen- 
strahlen, insbesondere der Strahlen ira Welleniangenbereich 
der ultravloletten Strahlung , zu untersuchen, die eine Ver- 
dnderung der Parben und des Materialgef tiges zur Folge haben 
kdnnen. Ftir diese Untersuchung werden die durch diese Strah- 
lung hervorgeruf enen Beansprucbungen innerhalb kurzer PrOf- 
zeiten in Vorrichtungen simuliert, in denen eine oder mehre- 
re Proben, die auf einem etwa horizontal angeordneten Proben- 
trfiiger liegen, von einer Bestrahlungseinrichtung bestrahlt 
wex-den^ die dem Probentrager gegenOber angeordnet ist. Mit 
dieeen Sonnensimulationsvorrichtungen kann in verhflltnis- 
masig kurzer Zeit die Alterung eines Werkstoffes durch 
Sonneneinstrahlung vorweggenommen werden; es ist jedoch 
nicht mOglich, auch andere klimatische Faktoren , wie Nieder- 
sciiiay uTiu sciiroffe Teiiipera turand^rungsn , su srfGSSsn* 



Urn auch den EinfluB von Regen und TemperaturSnderungen zu be- 
rucks ichtigen, sind andere Bewitterungsvorrichtungen bekannt, 
die eine zyiindrische Prufkanuner mit vertikaler Achse aufwei- 
sen, in deren Zentrum ein langgestreckter Strahler angeordnet 
ist. lessen Strahlen radial auf die Proben gerichtet sind, die 
an der innsren Urat'angswand der zy xlndrischen Prlifkanuner be- 
festigt sind. Um eine Beregnung zu simulieren, werden die Pro- 
b;=r: mit einer im oberen Teil der Prufkammer angeordneten SprOh- 
dQse mit Wasser angespruht , das dann an den Proben entlang nach 
unten lauft. Diese Ausgestaltung hat jedoch den Nacbteil, daB 
die von dem Strahler erhitsten Proben durch das SprUhv-asser 
nur langsam und ungleichmSBig abgektthlt werden. AuBerdem sind 
die langgestreckten Strahler -teuer und haben einen hohen 
Energiebedarf . 

Aufgabe der Erfindung ist es , diese Nachteile zu vermeiden und 
eine Vorrichtung zur zeitraf f enden Bewitterung von Werkstof f- 
proben, insbesondere von Lacken und Kunststoff en , zu schaffen, 
mit der nicht nur der EinfluB der Sonnenstrahlung, sondern 
auch Niederschlag und pl6tzliche Abktlhlung und nachfolgende 
ErwSrmung naturgetreu simuliert werden k5nnen und die mit ein- 
fachen Strahlern und verhaitnismSlBig geringen Kosten betrieben 
werden kann . 

Diese Aufgabe wird mit der Erfindung dadurch gel6st, daB unter 
dem Probentrager eine Ktthlf lUssigkeit angeordnet ist, in die 
der Probentrager mitsamt den Proben eintauchbar ist. 

Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daB die Proben mit ihrer 
gesamten, bestrahlten Oberfiache gleichzeitig in die KOhl- 
fltissigkeit eintauchen und hierbei eine plOtzliche AbkQhiung 
erfahren. Sie werden dabei vollstandig und gleichmafiig mit 
Ktihlf Itissigkeit benetzt, so daB anschlieBcnd auch wieder eine 
gleichmaBige Trocknung einsetzen kann* Die K{lhlf lOsslgkei ti 
ist vornehmlich Wasser, jedoch kOnnen auch andere FlUssigkei- 
ten Oder mit bestimmten Reagenzien versetztes Wasser verwendet 



werden, urn andere Witterungseinf lUsse , beispieisweise schwefel 
haltigen Niederschlag . zu simulieren. 

Um den Tauchvorgang ausfOhren zu k6nnen , ist die KOhlflOssig- 
keit in einem Beh^lter derart unterhalb des Probentr^qers an- 
geordnet, daB Probentrager und BehSlter in vertikaler Richtunc 
reiativ zueinander bewegbar Bind. Vorzugswei se wird der Prober 
tr^ger in der Prafkammer vertikal verschiebb :r gelagert und 
mittels eines Hubantriebes in den Behaiter gtssenkt oder aus 
diesem herausgehoben . Es ist auch mOglich, den Behaiter heb- 
und senkbar anzuordnen oder vertikal bewegliche ProbentrSger 
und Behaiter miteinander zu kombinleren. 

Besonders zweckmaBig ist es , mehrere Svrahler in einem Lampen- 
rahmen anzuordnen, der mit dem ProbentrSger verbunden ist. 
Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daB der Abstand zwischen 
der Bestrahlungseinrichtung und den Proben auch wahrend des 
Tauchvorgangs konstant blelbt und die Bestrahlungsintensitat 
auch wahrend und nach dem Tauchvorgang gleich bleibt. 

Zur Justierung des gesamten Strahleraggregates gegenOber dem 
Probentrager ist der Lampenrahmen gegenOber dem Probentrager 
verstellbar. Durch eine Verstellung kann die Bestrahlungs- 
intensitat verandert werden. 

Um den Leistungsabf all einzelner Strahler auszugleichen , ist 
jeder Strahler im Lampenrahmen vertikal verstellbar. Die 
Strahler, die vorzugsweise mit punktf drmigen Leuchtmitteln 
wie Ref lektorlampen od.dgl. ausgerustet sind, sind in minde- 
stens einer Reihe oberhalb des Probentragers an Leisten be- 
festigt und zweckmaBig in Langs- oder Querrichtung bewegbar. 
Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daB alle Proben von 
mehreren Strahlern im Wechsel bestrahlt werden. Hierdurch 
werden Unterschiede der Bestrahlungsintensitat der Strahler 
ausgeglichen , die zwischen dem mittleren Bereich und den 
Randbereichen der Lar^.pon vorhanden s ind - Weiterhin werden 



Unterschiede in der Strahlungslelstung der einzelnen Strahler 
di^rch das wechBelweise Bestrahlen kompenslert . 

Es ist zwGckmaBig , das KOhlmittel im Behaiter von unten her zu- 
zufOhren und im unteren Teil des Behaiters eine sich Ober des- 
sen ganze Lange erstreckende Zulauf leitung anzuordncn, die mit 
Uber die ganze Ldnge der Leitung verteilten Aus tritt86f £nungen 
versehen ist. Durch diese Anordnung wird das erwSkrmte KUhlmittel 
von unten nach oben verdrangt und Ober die gesamte Behdlterlange 
eine gle IchmdBige Tempera turverteilung erreicht. 

Urn dio sich auf der KOhlmitteloberf lache ansanunelndenProbenreste 
und andere Verunreinigungen zusammen mit dem erwarmten KOhl- 
mittel abzuftthren, ist ein in der H5he verstellbarer Ablauf- 
behdlter mit Ablauf leitung vorgesehen^ Die KQhlf IQssigkeit 
viLrd durch stdndiges Zu- und AbflieSen kontinuierlich aus- 
getauscht . 

Die Temperatur in der PrUfkammer wird Uber im unteren Teil der 
PrOfkammer angeordnete Luf teintritts6f f nungen und einen iir. obe- 
ren Teil der PrOfkammer angeordneten Wrasenabzug reguliert. 
Diese Vorrichtung erm&glicht gleichzeitig die Abfuhr von even- 
tuell entstehenden gasfOrmigen Schadstof f en* 

DOnne Probenschichten werden zweckmaBig auf Probenplatten auf- 
getragen, die in Probenauf nahmen im ProbentrSger untergebracht 
sind. Diese Probenauf nahmen verhindern eine horizontale Be- 
wegung der Probenplatten beim Einvauchen des Probentragers 
und k5nnen beispielsweise in Form von Vertiefungen im Proben- 
trager gebildet oder von auf dem Probentrager befestigten 
Langs- und Querstege begrenzt werden. Durch Lacher oder Aus- 
nehmungen in den Probenauf nahmen kann ein rasches Eintauchen 
der Proben In die KOhlf lOssigkeit und exn permanenter Kontakt 
der Probenpla ttenun terse it e mit der KOhlf lOssigkeit in der 
nicht getauchten Stellung erreicht werden. Die standige Kuh- 
lung der Probenplatten ermSglicht eine langere Bestrahlungs- 
zeit der Proben im gewShlten Temperaturbereich. 



Damit die Proben beim Tauchen festliegen, ist der Probentrager 
mit mindestens einem Niederhalter versehen. Der Niederhalter 
wird zweckmaBig auf dem Probentrager befestigt. Es ist aber 
auch mttglich. den Niederhalter oder die ProbentrSger mit Dauer- 
magneten zu befestigen. 

Der Hubaritrieb von LampentrSger und Probentrager wird Ober 
eine Temperaturregeleinrichtung derart gesteuert, daB der 
Tauchvorgang des Frobentragers eingeleitefc wird, wenn die 
Proben eine obere Tempera turgrenze erreichen, und daB der 
Probentrager wieder aus der KOhlf IQssigkeit herausgehoben 
wird, wenn die Probentempera tur eine untere Temperaturgrenze 
erreicht hat. Der fUr die Steuerung des Hubantriebes nOtige 
Temperaturf Ohler wird hierzu vorzugsweise in der NShe einer 
Probe am Probentrager befestigt. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus 
der nachf olgenden Beschreibung und den Zeichnungen, in denen 
eine bevorzugte Ausf Qhrungsf orm der Erfindung an einem Aus- 
fUhrungsbeispiel nSher erlautert ist. Es zeigt: 

Fig. i den Gegenstand der Erfindung 
in einer Vorderansicht und 
teilweise im Langsschnitt , 

Fig. 2 eine Draufsicht der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung und 



Fig. 3 einen Vertikalschnitt der Vorrichtung 
nach Fig. 1 entlang der Linie I- I. 

In Fig. 1 ist eine Bewitterungseinrichtung dargestellt , deren 
Prufkammer in ihrer Gesamtheit mit 10 bezeichnet ist. Die 
Priifkammer hat einen rechteckigen Gehauserahmen 11, der an 
seiner einen STirnseite und an seiner RQckseite mit Abdeck- 
platten 12 verschlossen ist. An seiner anderen Stirnseite 



wird der Gehduserahmen 11 im oberen Ber*=»ich durch einen 
Schaltschrank 13 und im unteren Bereich durch eine Versc.hlu/3- 
platte 14 abgedeckt. An der Unterseite des Gehauserahmens 11 
sind vier Rader 15 befestigt, von denen zwei lenkbar sind, 
so daB die PrUfkammer 10 als Ganzes verfahrbar ist. 

Der untere Teil der PrUfkammer 10 ist durch einen horizonta- 
len Rahmen 16 ausgesteift, auf dem ein mit KOhlf iUnsigkeit 17, 
vorzugsweise Washer, gefullter Behalter 10 angeordnet: ist. 
Unr. ittelbar Uber dem Boden 19 des Behaiters 18 erstreckt sich 
iiber depsen gesamte LSnge eine, mit in regelmafiigen Ahstftnden 
angeordneten , seitlichen Aus tr ittsdf f nungen 20 versehene Zu- 
lauflei.tung 21. Im Inneren des Behalters 18 ist an einer 
Stirnseite ein, mit einer Schraube 22 in der Hdhe versteli- 
barer Ablaufbe^icllter 23 angeordnet, der an eine Ablauf leitung 
24 angeschlossen ist. Der KUhlmittelzu f luB wird mit einem 
Ventil 25 geregelt und der KOhlmit telabf luB kann mit einem 
Absperrschieber 26 abgesperrt werden • 

Oberhalb des Behaiters 18 befindet sich ein Probentrager 55 
und ein Lampenrahmen 21, die zusammen eine Einheit bilden und in 
dsr Prufksnoiisr 10 gegenuber dsm Bsholter 18 auf- und abbewegbar 
sind* Der Lampenrahmen 27 ist auf jeder Seite mit vertika'^.en 
Fuhrungsleis ten 29 zwischen FUhrungsroIlen 28 gef Qhrt , die an 
den Pfosten des vertikalen GehSuserahmens 11 befestigt sind* 
Der Lampenrahmen 27 ist im GrundriB rechteckig und in verti- 
kaler Richtung auf- und abverschiebbar . Zu dir-t'i;'.. Zweck ist 
unterhalb des Aussteif ungsrahmens 16 ein Elektroantrieb 31 
vorgesehen, der uber einen Exzentertrieb 30 auf beiden Seiten 
des Lampenrahmens 27 angeordnete und iiber eine Welle 33 ver- 
bundene PleueLstangen 32 bewegt wird, die an jeweils einer Fuh- 
runcsleiste 29 gelenkig angeschlossen sind. Der horizontal 
angeordnete Lampenrahmen 27 besteht aus zwex LSngstrSgern 34 , 
die mit zwei QuertrSgern 35 verschweiSt sind, und einem in der 
Mitte dec P.ahmens angeordneten , parallel zu den Langs tr^^ns'34 
befestigten MitteltrSger 36. 



In den zwei von den Langstragern 34 und dem Mitteltrager 36 
gebildeten Schlitzen sind jeweils sieben Strahler 46 an je- 
weils einer Tragleiste 38 befestigt. Die Tragleisten 38 sind 
in FQhrungsrollen '9 horizontal bewieglich gelagert^ die in 
Fuhirungsschienen 37 gefilhrt werden.*Mit Hilfe eines Elektro- 
antzriebs 44 wezrden die zwei Tragleisten 38 oszillierend in 
der horizontalen Ebene bewegt . Ein auf dem MitteltrSger 36 
drehhar gelagerter Hebel 4 1 weist an seinen Enden jeweils 
eine erste Pleuelstange 4 0 auf, die gelenkig an den Trag- 
leisten 38 befestigt ist. Etwa in der Mitte der einen Haifte 
des Hebels 41 ist eine zweite Pleuelstange 42 mit ihrem ersten 
Ende angeordnet , die mit ihrem zweiten Snde an einer Exzenter- 
scheibe 4 3 drehbar befestigt ist. 

Oie Tragleisten 3 8 weisen in Langsrichtung in regelmasigen 
Abstanden Bohrungen 45 auf, in die die oben erwahnten Strah- 
ler 4 6 mit Hilfe jeweils eines Rohres 47 mit AuSengewinde 
und einer oberen Mutter 48 und einer unteren Mutter 48' ein- 
geschraubt sind. 

Oberhalb des Mitteltragers 36 ist im Lampenrahmen 27 eine 
Welle 50 angeordnet, die in vertikalen Lagern 49 gelagert 
ist und deren eines Ende die AbschluBplatte 12 durchsetzt 
und dort mit einem Handrad 51 versehen ist. Neben beiden 
Lagern 49 tragt die Welle 50 erste Kegelzahnrader 52, die 
mit zweiten Kegelzahnradern 53 kammen, die jeweils auf einer 
vertikalen Schraubenspindel 54 sitzen. Die Schraubenspindeln 
54 tragen an ihren unteren Enden mit Spindelmuttern 56 den 
Probentrager 55. Die Spindelmuttern 56 sind an vertikalen 
FUhrungsplatten 58 befestigt, die mittels FQhrungsrollen 59 
an den vertikalen FUhrungsleisten 29 gefUhrt sind. 

Der Probentrager 55 besteht aus einem rechteckigen, horizon- 
tal angeordneten Rohrrahmen , an dessnn Langsholmen 68 in 
gleichem eeitlichen Abstand voneinander U-fttrmige Tragbleche 
69 befestigt sind* In den Vertiefungen zweier benachbarter 



Tragbleche 69 liegen guaderf 6nnige Probenplatten 61 aus Kunst- 
stoff, auf deren Oberfl^che die zu behandelnden Lackproben 60 
aufgetragen sind. Die Probenplatten 61 werden mit Hilfe eines 
Niederhalters 64 auf dam Probentrfiger 55 f estgespannt , der von 
einer schinalen Leiste gebildet wird , die sich Qber alle Proben 
piatten 61 hinv^eg erstrecKt und mit Rondelschrauben 7n an Tra 
versen 71 angeschraubt ist. Sur Kontrolle der Probentemperatur 
befindet sich am Probentrfiger 55 ein TemperaturmeBf ahler 65. 

Die Luf t tempera tur in der Priifkanuner 10 wird mit ein-^m Venti* 
lator 66 geregelt , der im oberen Bereich der PrOfkammer 10 
angeordnet ist und von einem ebenfalls im oberen Bereich der 
PrUfkaramer 10 angeordneten TemperaturmeBf Ohler 67 gesteuert 
v/ird . 

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist folgende: 

Die Probenplatten 61 mit den auf ihre Oberfiache aufgetrage- 
nen Lackproben 60 werden in die Vertiefungen 62 der benachbar- 
ten Tragbleche 69 eingelegt und mit dem Niederhalter 64 auf 
dem Probentrager 55 befestigt. Der Probentrager 55 wird mit 
dem Handrad 51 Uber Kegelradgetriebe und Spindeltrieb in 
seiner HOhenlage gegenUber dem Lampenrahmen 27 auf einen 
optimalen Abstand eingestellt, bei dem die gewUnschte Strah- 
lungsintensitat erreicht wird und die Unterseiten der Proben- 
platten 61 von der im Behaiter 18 befindlichen KOhlfltissig- 
keit 17 benetzt werden. Hierbei wird die Strahlungsint.T:n8itat 
der Strahler 4 6 mit einem f otoelektronischen Belichtungsmesser 
in H&he der Probenplattenoberf lache gemesben. Um bei alien 
Strahlern die gleiehe Strahlungsintensitat zu erreichen, 
kOnnen die Strahler aufgrund der Messungen in ihrem Abstand 
zum Probentrager nach L6sen der zwei Muttern 4 8 einzeln ein- 
gestellt werden. 



Um eine gleichmaBigc Bestrahlung der einzelnen Proben 60 zu er- 
reichen, wcrden die Tragleisten 38 von dem Antrieb 44 hin- und 
herbewegt • 

Wenn die obere Grenze der Bestrahlungstemperatur* erreicht wird, 
die mit dem Tempera turmeBfilhler 65 am Probentr^ger 55 getriessen 
wird, wird der Hubantrieb 31 eingeschaltet , der den Lampenrah- 
men und den mit ihm verbundenen ProbentrSger 55 soweit absenkt, 
caB die Prxjben 60 auf den Probenpiatten 61 in ?v0.nif iOssigkelt 
17 untertauchen. 

Wenn die ProbsjE^ 60 soweii: abqekahlt sind, de£ sie eine vorher 
eiz^gestellte untere Temperatui. erreichen, die in der Kegel mit 
der Temperatur der KQhlf Itissigkeit 17 aberelnstimmt , werden 
Lampenrabmen 27 und Probentrc^ger 55 mit den darauf liegenden 
Probenplatten 61 von dem Hubantrieb 31 soweit gehoben, daB 
die Proben 60 wieder aus der KQhlf lOssigkeit 17 auftauchen 
und die Probenplatten 61 ihre ursprOngliche Stellung wieder 
einnehmen. Es ist zu beachten, daB die Proben 60 auch in ge- 
tauchtem Zustand mit annShernd gleichbleibender Strahlungs- 
mtensitat bestrahlt werden « 

Die beim Tauchen und KUhlen dar Proben 60 und des Probentragers 
55 erw£irmte KUhlf IQssigkeit wird durch die Zulauf leitung 21 
kontinuierlich ersetzt, wobei die am meisten erw^rmte Fltissig- 
keit im oberen Teil des Behaiters durch den Ablaufbehaiter 23 
ablaufen kann. Ober das Ventil 25 wird die Zulauf menge der 
KQhlf lOssigkeit eingestellt. 

Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte AusfOhrungs- 
beispiel beschrankt, sondern es sind mehrere Anderungen und 
Ergdnzungen me>glich, ohne den Rahmen der Erfindung zu ver- 
lassen. Beispielsweise k6nnen anstelle der auf die Proben- 
platten 61 auf getragenen Proben 60 auch Kunststoff proben , 
die die Form der Probenplatten 61 aufweisen, auf den Proben- 



trSger 55 aufgelegt werden. Weiterhin kann der Probentrager 
55 in Form eines gelochten Blechs gestaltet sein und die Ver- 
tiefungen 62 k5nnen durch auf diesem Blech befestigte LSngs- 
und Querstege ersetzt sein. Auch ist eine andere Arretierung 
der Probenplatten 61 auf dem Probentrager 55 moglich als der 
im Beispiel dargestelite Nied^rhalt^rr 64. Denkbar sind hier 
belspielsweise am Probentrager 55 befestigte Klammern oder 
Klemmleisten ; aber auch andere Bef estigungen des Nieder- 
halters 64 am Probentrager 55 als die dargestellte RSndel- 
schraube sind m6glich. Der Hubantrieb 31 wie auch '^.er Spin- 
deltrieb kpnnen in andercn Ausgestaltungen ausgerOhri; sein. 
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Anspriiche : 



Vorrichtung zur zeitraf fenden Bewitterung von Werkstbff prc^n, 
insbesondere von Lacken oder Kunststoffen, mit elner Prufkanmer, 
in der sich mindestens ein Strahler zun Bestrahien der Prt±»en und 
ein die Proben tragender Prc^sentrager befinden, welcher in einer 
etwa horizontalen Lage dem Strahler gegenuber angeordnet ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB unter den Probentrager (55) ein Behalter 
(18) fur eine Kiihlf lussigkeit (17) amgeordnet Lb' , xn die der 

Probentrager (55) und Behalter (18) in vertikaler Richtung relativ 
zueinander bewe^:>ar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Probentrager (55) in der Prufkanmer (10) vertikal verschieb- 
bar gelagert und mit einem Hubantrieb (31) verbunden ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB mehrere 
Strahler (46) vorgesehen sind, die in einem Lanpenrahmen (27) an- 
geordnet sind, der mit dem Probentrager (55) verisunden ist. 



4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-^ 
zeichnet, daS der Lasnpenrahnasn (27) in seinsRi Abstsnd gegenuber 
dem Probentrager (55) verstellbar ist. 

5 . Vorrichtung nach einem der Ajispriiche 1 bis 4 , dadurch gekennzeich- 
net, 6aB jeder Streihler (46) im Lanpenrahmen (27) in vertikaler 
Richtung verstellbar ist. 



6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, dafi mehrere Punktstrahler (46) in mindestens einer Relhe ctoer- 
halb des Prctentragers (55) angeordnet und in Langs- oder Querrlchtunc 
der Reihe wahrend des Eewitterungsvorganges hin und her ban^egbar 
sind. 



7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3? bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, alle Strahler (46) einer Reihe in einer durchgehenden Leiste 
(38) befestigt sind, die im Lanpenrahmen (27) axial verschiebbar ge- 
lagert und mit einem oszillierenden Antrieb (44) veiixmden ist. 



B. Vorrichtung nach einen der Anspniche 1 bis 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Im unteren Teil des Behalters (18) eine sich iiber 
dessen ganze Lange erstreckende Zulauf leitung (21) angeordnet ist, 
die mit liber die Lange verteilten Austxittsof f nungen (20) fur 
die Kiihlf iiinsigkeit versehen ist, 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Ubprlauf fur die Kiihlf lussigkeit im Behalter 
(18) ein in seiner Hohe verstellbarer Ablaufbehalter (23) ange- 
orxinet ist, der an eine Ablaufleitung (24) angeschlossen ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB iiti unteren Teil der Prufkanmer Lufteintritts- 
Sff nungen und im oberen Teil der Priifkaniner (10) ein Wrasen- 
abzug (66) angeordnet sind. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Probentrager (55 )Probenaufnahraen (62) aufweist, 
in denen Probenplatten (61) untergebracht sind, auf deren Ober- 
flache die zu bewittemden Proben (60) anbringbar sind. 

12. Vorrichtung nach einsn der Anspruche 1 bis 11 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Probentrager (55) mindestens im Bereich der 
Probenaufnahmen (62) Locher (63) aufweist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Prt^ientxager (55) mit mindestens einan Nieder^ 
halter (64) versehen ist, der die Proben (60) auf dan Proben- 
trager (55) festhalt. 

14. vorrichtung nach einon der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, f^afi eine Tenperaturregeleinrichtxing fiir die Steuerung des 
Hubantriebs (31) vorgesehen ist, deren Ten^raturfuhler (65) am 
Probentrager befestigt ist. 
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